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Разработка методов анализа и синтеза многослойных периодических структур с заданными характеристиками является актуальной проблемой для решения ряда задач как прикладной, так и фундаментальной физики. Теоретической разработке методов анализа и синтеза многослойных периодических структур посвящено большое число монографий и работ, ряд из которых способствовал существенному продвижению в понимании процессов распространения и формирования волн в слоистых структурах [1‑3].
В работе [4] на основании метода связанных волновых толщин и построенного на его основе алгоритма, были найдены точные аналитические соотношения, включающие все множество структурных решений и позволяющие синтезировать просветляющие структуры для любых значений показателей преломления, как согласуемых сред, так и материалов слоев таких структур. Основной целью данного исследования является логическое продолжение и обобщение предложенного в предыдущих работах [4] аналитического метода синтеза многослойных согласующих структур на случаи, когда синтезированная предложенным методом структура может обеспечить заданный коэффициент отражения от согласуемой среды на всем непрерывном множестве его значений: [image: image2.png]


, т.е., по существу, решение задачи синтеза многослойного делителя волновой энергии между отраженной и прошедшей волнами.
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